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Foreword

ISO (the International Organization for Standardization) is a worldwide federation of national standards bodies
(ISO member bodies). The work of preparing International Standards is normally carried out through 1SO
technical committees. Each member body interested in a subject for which a technical committee has been
established has the right to be represented on that committee. International organizations, governmental and
non-governmental, in liaison with ISO, also take part in the work. ISO collaborates closely with the
International Electrotechnical Commission (IEC) on all matters of electrotechnical standardization.

International Sta}i\ards are drafted in accordance with the rules given in the ISO/IEC Directives, Part 2.

The main task ‘ofA&chnical committees is to prepare International Standards. Draft International Standards
adopted by the tefhhical committees are circulated to the member bodies for voting. Publication as an
International Stan @requires approval by at least 75 % of the member bodies casting a vote.

ISO 23833 was prepa%by Technical Committee 1ISO/TC 202, Microbeam analysis, Subcommittee SC 1,
Terminology. O

The European Microbeam sis Society (EMAS) made contributions to the preparation of the document.
This International Standard ha

ross-reference relationship with the surface chemical analysis vocabulary
prepared by ISO/TC 201 (ISO 1 S

001).
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Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de
normalisation (comités membres de I'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée
aux comités techniques de I''SO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du
comité technique créé a cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non
gouvernementales, en liaison avec I'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec
la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les Normes internatioﬁe\s sont rédigées conformément aux régles données dans les Directives ISO/CEI,
Partie 2.

La tache principale des cefgités techniques est d'élaborer les Normes internationales. Les projets de Normes
internationales adoptés pd(ﬂes comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur
publication comme Normes i ationales requiert I'approbation de 75 % au moins des comités membres

votants. O

L'ISO 23833 a été élaborée par %mité technique ISO/TC 202, Analyse par microfaisceaux, sous-comité
SC 1, Terminologie.

La Société européenne d'analyse par%@faisceaux (EMAS) a contribué a la préparation de ce document.

La présente Norme internationale est Ii@p’ar référence croisée a la norme relative au vocabulaire de
I'analyse chimique des surfaces préparée p rySO/TC 201 (ISO 18115:2001).

§
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Introduction

Electron probe X-ray microanalysis (EPMA) is a modern technique used to qualitatively determine and
quantitatively measure the elemental composition of solid materials, including metal alloys, ceramics, glasses,
minerals, polymers, powders, etc., on a spatial scale of approximately one micrometre laterally and in depth.
EPMA is based on the physical mechanism of electron-stimulated X-ray emission and X-ray spectrometry.

As a major sub-field of microbeam analysis (MBA), the EPMA technique is widely applied in diverse business
sectors (high-tech industries, basic industries, metallurgy and geology, biology and medicine, environmental
protection, tradre;ic.) and has a wide business environment for standardization.

Standardizatio gterminology in a technical field is one of the basic prerequisites for development of
standards on othe#aspects of that field.

This International Stan is relevant to the need for an EPMA vocabulary that contains consistent definitions
of terms as they are in the practice of electron probe microanalysis by the international scientific and
engineering communitie t employ the technique.

microscopy (SEM), analytical tron microscopy (AEM), energy-dispersive spectroscopy (EDS), etc., to be
developed by ISO/TC 202, Mic m analysis, Subcommittee SC 1, Terminology, to cover the complete field

This International Standarcégithe first one developed in a package of standards on scanning electron
of MBA.
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Introduction

L'analyse de rayons X par microsonde électronique ou microsonde de Castaing (EPMA) est une technique
moderne utilisée pour déterminer sur le plan qualitatif et mesurer sur le plan quantitatif la composition
élémentaire de matériaux solides, y compris des alliages métalliques, des céramiques, des verres, des
minéraux, des polymeéres, des poudres, etc., sur une échelle spatiale d'environ un micromeétre latéralement et
en profondeur. L'EPMA est basée sur le mécanisme physique de I'émission de rayons X stimulée par des
électrons et de la spectrométrie X.

Etant I'un des principaux,sous-domaines de I'analyse par microfaisceaux, la technique EPMA est largement
appliquée dans différe ecteurs de I'économie (hautes technologies, industries de base, métallurgie et
géologie, biologie et mgdgcine, protection de I'environnement, commerce, etc.) et elle présente un vaste
environnement commerci ur la normalisation.

La normalisation de la termi ie dans un domaine technique donné est l'une des conditions de base
préalables au développement rmes sur d'autres aspects de ce domaine.

La présente Norme international ond a la nécessité de disposer d'un vocabulaire EPMA contenant des
définitions cohérentes de termes qu¥ t utilisés dans la pratique de l'analyse par microsonde électronique,
par les communautés scientifiques et niques internationales qui emploient cette technique.

La présente Norme internationale est remieére norme élaborée parmi une série de normes sur la

microscopie électronique a balayage (SE (fa microscopie électronique analytique (AEM), la spectroscopie
a sélection d'énergie (EDS), etc., qui seronﬁborées par le comité technique ISO/TC 202, Analyse par
microfaisceaux, sous-comité SC 1, Terminologde, pour couvrir le domaine de I'analyse par microfaisceaux
dans son ensemble.

viii © ISO 2006 — All rights reserved/Tous droits réservés
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Microbeam analysis —
Electron probe microanalysis
(EPMA) — Vocabulary

Scope

04

This International Stand%efines terms used in the
practices of electron prob @croanalysis (EPMA). It
covers both general and spé&pifis concepts classified
according to their hierarchy in tematic order.

This International Standard is %icable to all
standardization documents relevan the practices
of EPMA. In addition, some parts of thﬁtpternational
Standard are applicable to those docurients relevant

to the practices of related fields (e.g. , AEM,
EDX) for definition of those terms common tgikem.
©
/O

)

1 Abbreviated terms

BSE backscattered electron

CRM certified reference material

EDS energy-dispersive spectrometer

EDX energy-dispersive X-ray spectrometry

EPMA electron probe microanalysis or electron
probe microanalyser

eV electronvolt

keV kiloelectronvolt

SE secondary electron

SEM scanning electron microscope

WwDS wavelength-dispersive spectrometer

WDX wavelength-dispersive X-ray spectrometry

© 1SO 2006 — All rights reserved/Tous droits réservés

Analyse par microfaisceaux —
Analyse par microsonde
électronique (microsonde de
Castaing) — Vocabulaire

Domaine d'application

La présente Norme internationale définit des termes
employés dans la pratique de lanalyse par
microsonde de Castaing (EPMA). Elle couvre a la
fois des concepts généraux et des concepts
spécifiques, classés selon le rang hiérarchique qu'ils
occupent dans un ordre systématique.

La présente Norme internationale est applicable a
tous les documents de normalisation relatifs a la
pratique de 'EPMA. En outre, certaines parties de la
présente Norme internationale sont applicables aux
documents relatifs a la pratique de techniques
apparentées (par exemple MEB, AEM, EDX) pour la
définition des termes communs a ces techniques.

ébAbréviations
Q

BS@ électron rétrodiffusé
CRM tériau de référence certifié
EDS spgé'ométre a sélection d'énergie

spec% Strie X a sélection d'énergie

EDX

EPMA analyseﬁ microsonde électronique ou
microsonde{(Qastaing

eV électronVolt L

keV kiloélectronVolt

SE électron secondaire

MEB microscope électronique a balayage

WDS spectromeétre a dispersion de longueur
d'onde

WDX spectrométrie X a dispersion de longueur

d'onde



